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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件由中国电子学会提出并归口。
本文件起草单位:苏州六幺四信息科技有限责任公司、南京航空航天大学。
本文件主要起草人:傅剑斌、潘时龙、王祥传、李树鹏、刘世锋、薛敏、潘万胜、徐宗新、王琦。
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光时延测量通用规范

1 范围

本文件描述了光时延测量的试验方法,确立了测量的统一试验程序和技术要求。
本文件适用于阵列雷达、电子对抗等阵列电子信息装备,以及光通信、光传感等应用中的光纤、空间

光链路、微环谐振器、集成波分解复用器、光子路由芯片等光器件的光时延参数测量。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
光时延 opticaltimedelay
光信号在光器件传输过程中所消耗的时间。

4 测量方法

4.1 概述

用本方法可以测量光学领域中处于研制、生产和应用中的光器件时延。

4.2 原理与装置

4.2.1 测量装置介绍

采用微波光子相推时延测量法,同时利用时域、频域和相位域等多个维度信息来表征和解算光时

延,将测量精度、速度和范围所需的资源在时、频、相三个维度进行高效调配,从而突破光时延测量在精

度、速度和范围等关键性能上相互制约的局限,同时实现光时延的高精度、大范围、快速测量。基于微波

光子相推法的光时延测量原理如图1所示,测量系统主要由激光器、电光调制模块、光电探测及放大模

块、微波扫频与鉴相模块构成。激光器输出特定波长(根据测试需求设置光波长)的光载波,电光调制模

块将微波扫频源输出的微波调制信号加载到光载波上,生成探测信号。该探测信号经由待测件传输

后,反射信号或直通信号注入光电探测器,经射频放大器放大后,由鉴相器提取出探测光信号经过待测

件前后微波调制信号的相位变化为φ(f),选取合理的频率值和频率数量f1,f2,…,fn,选取合适的相

位解模糊运算方法,根据φ1(f1),φ2(f2),…φn-1(fn-1),得到无模糊的相位变化φn(fn),待测件的光时

延τ可由式(1)表示:

τ=φn(fn)
2πfn

…………………………(1)
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